
高精度ループゲイン測定

高速電子負荷と周波数特性分析器により、スイッチング電源のループゲイン特性を高精度に測定することが可能となりました。電子負荷装
置と周波数特性分析器の2台だけで測定が可能となっており、この他にPC等は不要です。

測定システムの構成

弊社独自の高速応答技術により100kHzまでの高帯域な周波数特性の取得が可能です。さらに外部入力端子へ100kHzまでの交流
重畳が可能ですので高精度な出力インピーダンス測定にも対応できます。また、電子負荷の動作は抵抗負  荷の特性に限りなく近い「電子
抵抗動作」となっており抵抗との違いで悩む必要はありません。また、PC用インターフェースにより容易に自動化もできますので作業効
率向上も可能となっております。
周波数特性分析器ではスイッチング電源の動的な安定度（利得余裕・位相余裕）を評価できます。また、信号源、測定端共にアイソレーショ
ンされているため、直流重畳した部分でも自由に接続可能です。

周波数特性分析器FRA5097 につきましては下記までお問い合わせ下さい。

株式会社エヌエフ回路設計ブロック
〒223-8508 横浜市港北区綱島東6-3-20
TEL : 0120-545838　（計測ホットライン）
URL : http://www.nfcorp.co.jp/
E-mail : salespromo@nfcorp.co.jp

　

https://www.keisoku.co.jp/pw/app/15/
http://www.nfcorp.co.jp/


製品情報

製品名 型名 メーカー 主な仕様

電子負荷装置 ELL-355 計測技術研究所 30V, 135A, 350W, 応答速度50A/us

周波数特性分析器 FRA5097 エヌエフ回路設計ブロック エヌエフ回路設計ブロック様へお問い合わせ下さい

http://www.keisoku.co.jp/pw/product/power/dc-load/ell-els/

